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e Cu it} Co BBt HE 3B} Zr 308}
I OO (RN (R (6 Wy o N (& W11 AN (< 25
0 0.5 0.5 2.00 2.00 0.3 4.00 0.5 4.00
1 0.5 0.5 4.00 4.00 0.3 7.33 0.5 5.46
2 0.5 0.5 6.00 6.00 0.3 10.7 0.5 691
3 0.5 0.5 8.00 8.00 03 14.0 0.5 8.37
4 0.5 0.5 10.0 10.0 0.3 17.3 0.5 9.82
5 0.5 0.5 12.0 12.0 0.3 20.7 0.045 84.8
6 0.5 0.5 14.0 14.0 0.15 44.0 0.06 76.8
7 0.5 0.5 16.0 16.0 0.15 50.7 0.075 71.9
8 0.5 0.2 42.0 18.0 0.075 111 0.045 133
9 0.5 02 47.0 20.0 0.06 154 0.03 222
10 0.5 0.2 52.0 22.0 0.06 171 0.03 247
11 0.5 0.2 57.0 24.0 0.075 151 0.03 271
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